一、单分子膜制备仪器（25万元）
位于气-液或液-液界面处不可溶的功能性分子、纳米颗粒、纳米线或微粒所形成的单分子层可定义为Langmuir膜。这些分子能够在界面处自由移动，具有较强的流动性，易于控制其堆积密度，研究单分子层的行为。将材料沉积在浅池（称顶槽）中的水亚相上，可以得到Langmuir膜。在滑障的作用下，单分子层可以被压缩。表面压力即堆积密度可以通过Langmuir膜分析仪的压力传感器进行控制。
在进行典型的等温压缩测试时，单分子层先从二维的气相(G)转变到液相(L)最后形成有序的固相(S)。在气相中，分子间的相互作用力比较弱；当表面积减小，分子间的堆积更为紧密，并开始发生相互作用；在固相时，分子的堆积是有序的，导致表面压迅速增大。当表面压达到最大值即塌缩点后，单分子层的堆积不再可控。
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KSV NIMA Langmuir Blodgett Trough，中型LB膜分析仪
型号：KN 2002
全套设备包括制备 Langmuir和Langmuir-Blodgett膜的沉积井，计算机控制的膜天平和滑障驱动，可用于在气/水界面进行传统的单分子层分析，尤其适合于在固体基材上沉积制备薄膜样品
配置:
		1. 界面单元，含所有模块和附件的连接插口，可连接温度、pH、磁力搅拌等选件

	1. 滑障驱动单元

	1. 高精度膜天平

	1. Langmuir-Blodgett 样品测试槽  

	1. 一对亲水性Delrin聚甲醛滑障（可提供PTFE滑障选件）

	1. 全自动镀膜沉积装置

	1. 操作软件

	1. 操作手册光盘

	1. 初始工具包
1. 独立真空泵
1. 防尘罩






主要技术指标（LB膜分析仪部分）：
1. *槽体材质：固体烧结，无孔PTFE材质，可拆卸清洗或更换为多种其他功能性槽体
1. *Langmuir-Blodgett 槽限位孔：2个
1. *Trough top 导流槽：两侧
1. *控温导热：特氟龙与金属一体，内置水浴温控管道
1. 框体特性：含搅拌、pH测量、样品注射辅助系统等接口
1. *槽体高度：33 mm高度调节，四个支脚高度可调
1. *膜天平定位：XYZ三维定位调节
1. *滑障安全快关：1个
1. 系统设计：模块化设计，可独立进行表面压测量和镀膜实验 
1. 表征技术兼容性：可原位进行表面红外、表面电势、布鲁斯特角图像、界面剪切等测试 
1. 槽体表面积： 273 cm2 
1. 槽体内部尺寸：364 x 75 x 4 mm（长 x 宽 x高）
1. 滑障速度: 0.1-270 mm/min
1. 滑障速度精度: 0.1 mm/min
1. 测量范围：0-300 mN/m
1. 天平最大负荷: 1 g
1. 传感精度: 0.1 μN/m
1. *表面压测试元件： 标准Wilhelmy白金板，W19.62 x H 10mm，符合EN 14370:2004国际标准。其他选项：Wilhelmy白金板（W10 x H10 mm）、液/液Wilhelmy铂金板（W19.62 x H7 mm）、Wilhelmy纸板、白金棒
1. 天平独立性：膜天平可单独作为表面张力测定仪使用
1. Langmuir测试槽亚相容积：109 ml
1. Langmuir-Blodgett测试槽亚相容积：176 ml
1. *镀膜井尺寸：20 x56 x 60 mm（长 x 宽 x高）
1. 最大基材尺寸：3 x 52 x56 mm或2英寸 
1. *最大镀膜冲程： 80 mm
1. 镀膜速度：0.1 – 108 mm/min
1. 电源： 100...240 VAC
1. 频率： 50...60 Hz



二、布鲁斯特角显微镜(BAM)（10万）
布鲁斯特角显微镜(BAM)能够在气液界面上对Langmuir单分子层或吸附膜进行可视化观察。它通过检测水表面由于表面活性剂分子的存在而导致的折射率的变化来生成表面分子的图像，可提供薄膜的均匀性、相行为和薄膜形态等信息。
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KN SA MicroBAM，布鲁斯角显微镜	
实时薄膜成像系统，用于与Langmuir膜分析设备联用，水平分辨率6微米/像数（优于瑞利定理的12微米），30帧/秒，数据可以在计算机上显示和保存。
独立系统，可与大部分膜分析仪以及样品容器联用，无须通过界面单元与电脑连接，由独立的软件控制运行。
配置:
		1. 成像单元位置优化调整架
1. 照相机和激光头单元
1. 硬件互锁和钥匙
1. 黑玻璃片，消除离散光干扰
1. USB线
1. 操作手册
1. 操作软件
1. 工具包






主要技术指标（布鲁斯角显微镜部分）：
1. 入射光角度： 53°
2. 光源强度(mW)：50
3. 光源波长(nm)：659
4. 图象分辨率(m)：12 
5. 视场范围：36004000
6. 偏振片：固定(与入射光成p偏振)
7. 照相机： USB照相机，640480像素，30fps，曝光时间和增益可调
8. 成像处理：尺寸调节、对比、过滤、颗粒尺寸等多种成像处理功能
9. 仪器尺寸（HLW, cm）：40.22227.7
10. 测量头尺寸（HLW, cm）：7.25.716.2
11. 电源： 100...240 VAC，50...60 Hz
12. 与 L&LB膜分析仪兼容性：中型、大型和高压缩比型L&LB膜分析仪、交替型L&LB膜分析仪
13. 重量(Kg)：10



三、表面电势传感器(SPOT)（15万）
KSV NIMA表面电势传感器(SPOT)是一款紧凑的高灵敏度仪器，可提供膜分子堆积性与取向性的补充数据。表面电势传感器 (SPOT) 可测量薄膜上/下的电势差别和单个偶极矩的数量。
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KN 0001 Surface Potential Meter，表面电位计	
配置：
1.  测量头与电极板
1.  携带高度调节装置的独立支架
1.  与KSV NIMA接口单元兼容的即插即用接口与连线


主要技术指标（表面电位计部分）：
1. 输入电压范围： -5 to +5 V
2. 电压重复性： ± 2 mV
3. 电压漂移：: ± 5 mV/h
4. Height dependency: 10 mV/mm
5. 探针直径：16 mm
6. 灵敏度： ±1 mV
7. 反应时间：< 1 s          
8. 测试单分子层
9. 校准：工厂校准
10. 传感头尺寸： 100 x 20 x 85 mm3
11. 最大传感器高度： 160 mm
12. 底座高度：19 mm
13. 反电极板尺寸：35 x 50 x 2 mm3
14. 垂直电极臂长度：20 mm


四、PM-IRRAS (FTIR) 界面红外反射吸收光谱仪（15万）
KSV NIMA 界面红外反射吸收光谱仪(PM-IRRAS)是第一款专为研究液体界面上漂浮的或可反射基材上负载的单分子层的红外信息而设计的仪器。此款高灵敏度、高适应界面性质的设备可在大气环境中进行测量。创新性的调角设计可实现简便的角度调整和设置。
KSV NIMA PM-IRRAS Measurement System 界面反射红外测试仪	
[bookmark: _GoBack]Code：KN PM-IRRAS
	  光谱仪技术参数:

	1. Spectral resolution，光谱分辨率： 8 cm-1

	2. Spectral range，光谱范围： 800 – 4000 cm-1 

	3. Incident angle adjustment，入射角度： 40°- 90°

	4. 高度可调

	偏振模块技术参数:

	5. ZnSe photoelastic modulator，硒化锌光弹性偏振调制模块

	6. Frequency，频率： 100 kHz

	7. Selectable peak retardation wavelength，可选峰值延迟调制

	8. Compensates the interference effect of CO2 and water vapour when combined with a LB trough, 与LB膜分析仪联用时，可补偿CO2和水蒸汽效应

	Interfaces界面信息：

	9. Air / water interface，水/空气界面

	10. IR-reflective solid samples，红外反射固体样品

	11. Other IR-reflective surfaces，其他可反射红外的界面




二、常规实验仪器：2.5万
冰箱一台（3000），超声波清洗器（25，40Hz）（12000），AFM针尖（10000）
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